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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —
Vue d’ensemble de la série CEl 61000-4

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme tels par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final

Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est indispensable pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEI 61000-4-1 a été établie par le comité d’études 77 de la CElI:
Compatibilité électromagnétique.

Cette norme constitue la Partie 4-1 de la série CEI 61000. Elle a le statut de publication
fondamentale en CEM conformément au Guide 107 de la CEl.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxieme édition, parue en 2000. Cette édition
constitue une révision technique. Les modifications apportées a cette troisieme édition
prennent en compte les publications récentes de la série 61000-4.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-1 has been prepared by IEC technical committee 77:
Electromagnetic compatibility.

This standard forms Part 4-1 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance with IEC Guide 107.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2000. It constitutes a
technical revision. Changes introduced in this third edition are for the purpose of updating the
text to include reference to the latest publications of the IEC 61000-4 series.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77/319/FDIS 77/324/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente Norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77/319/FDIS 77/324/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION

La série CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralité

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement

Description de I’environnement
Classification de I’environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent pas des comités de produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Partie 5: Guides d’installation et d’atténuation

Guides d’installation
Méthodes et dispositifs d’atténuation

§‘;Partie 6: Normes génériques
| Partie 9: Divers

Chaque partie est a son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes
internationales, soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déja été publiées en tant que sections. D’autres seront publiées avec le numéro de la
partie, suivi d’'un tiret et complété d’un second chiffre identifiant la subdivision (exemple:
61000-6-1).
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INTRODUCTION

The IEC 61000 series is published in several parts according to the following structure:

Part 1: General

General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity test levels (in so far as they do not fall under the responsibility of the product
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidelines

Installation guidelines
Mitigation methods and devices

Part 6: Generic standards
Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivided into several parts, published either as International Standards,
technical specifications or technical reports, some of which have already been published as
sections. Others will be published with the part number followed by a dash and completed by a
second number identifying the subdivision (example: 61000-6-1).
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —
Vue d’ensemble de la série CEl 61000-4

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000 porte sur les techniques d’essai et de mesure pour les
équipements électriques et électroniques (appareils et systemes) dans leur environnement
électromagnétique.

L’objet de cette partie est de donner une aide aux comités techniques de la CEIl ou autres
organismes, aux utilisateurs et aux fabricants de matériels électroniques sur I'application des
normes CEM de la série CEl 61000-4 sur les techniques de mesures et d’essais et de leur
fournir des recommandations générales concernant le choix des essais pertinents.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour ['application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(161), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

CEI 61000-1-1, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 1-1: Généralités — Application
et interprétation de définitions et termes fondamentaux

CEIlI 61000-2-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 2: Environnement -
Classification des environnements électromagnétiques

CEI 61000-3-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-2: Limites — Limites pour les
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par phase)

CEI 61000-3-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-3: Limites — Limitation des
variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics
d’alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné <16 A par phase et
non soumis a un raccordement conditionnel

CEI/TS 61000-3-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-4: Limites — Limitation
des émissions de courants harmoniques dans les réseaux basse tension pour les matériels
ayant un courant assigné supérieur a 16 A

CEI/TR 61000-3-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-5: Limites — Limitation
des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les équipements
ayant un courant appelé supérieur a 16 A

CEI 61000-3-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 6: Evalua-
tion des limites d’émission pour les charges déformantes raccordées aux réseaux MT et HT
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

1 Scope and object

This part of IEC 61000 covers testing and measuring techniques for electric and electronic
equipment (apparatus and systems) in its electromagnetic environment.

The object of this part is to give applicability assistance to the technical committees of IEC
or other bodies, users and manufacturers of electrical and electronic equipment on EMC
standards within the IEC 61000-4 series on testing and measurement techniques and to
provide general recommendations concerning the choice of relevant tests.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

IEC 61000-1-1, Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 1-1: General — Application and
interpretation of fundamental definitions and terms

IEC 61000-2-5, Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Classification of
electromagnetic environments

IEC 61000-3-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits —Limits for harmonic
current emissions (equipment input current <16 A per phase)

IEC 61000-3-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits —Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment
with rated current <16 A per phase and not subject to conditional connection

IEC/TS 61000-3-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-4: Limits — Limitation of
emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated
current greater than 16 A

IEC/TR 61000-3-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-5: Limits — Limitation of
voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated
current greater than 16 A

IEC 61000-3-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 6: Assessment
of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems
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CEI 61000-3-11, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-11: Limites — Limitations
des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux
publics d'alimentation basse tension — Equipements ayant un courant appelé <75 A et soumis a
un raccordement conditionnel

CEI 61000-3-12, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-12: Limites — Limites pour
les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse
tension ayant un courant appelé >16 A et <75 A par phase

CEI 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-4, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai et de
mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

CEI 61000-4-7, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-7: Techniques d'essai et de
mesure — Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi qu'a
I'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont
raccordés

CEI 61000-4-8, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau

CEI 61000-4-9, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-9: Techniques d'essai et de
mesure — Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel

CEI 61000-4-10, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-10: Techniques d'essai et
de mesure — Essai d'immunité au champ magnétique oscillatoire amorti

CEI 61000-4-11, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d'essai et
de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations de tension

CEI 61000-4-12, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-12: Techniques d'essai et
de mesure — Essai d'immunité aux ondes oscillatoires

CEI 61000-4-13, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-13: Techniques d’essai et
de mesure — Essais d’immunité basse fréquence aux harmoniques et interharmoniques incluant
les signaux transmis sur le réseau électrique alternatif

CEI 61000-4-14, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-14: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d'immunité aux fluctuations de tension

CEI 61000-4-15, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-15: Techniques d’essai et
de mesure — Flickermétre — Spécifications fonctionnelles et de conception

CEI 61000-4-16, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-16: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d’immunité aux perturbations conduites en mode commun dans la gamme
de fréquences de 0 Hz a 150 kHz

1 Révision de la CEI 60868.
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IEC 61000-3-11, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits — Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with
rated current <75 A and subject to conditional connection

IEC 61000-3-12, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-12: Limits — Limits for harmonic
currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current
>16 A and <75 A per phase

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement
techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement
techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement
techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement
techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement
techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-7, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measurement
techniques — General guide on harmonics and interharmonics measurements and
instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto

IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement
techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-9, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-9: Testing and measurement
techniques — Pulse magnetic field immunity test

IEC 61000-4-10, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-10: Testing and measurement
techniques — Damped oscillatory magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test

IEC 61000-4-12, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-12: Testing and measurement
techniques — Oscillatory waves immunity test

IEC 61000-4-13, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement
techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low
frequency immunity tests

IEC 61000-4-14, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-14: Testing and measurement
techniques — Voltage fluctuation immunity test

IEC 61000-4-15, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-15: Testing and measurement
techniques — Flickermeter — Functional and design specifications 1

IEC 61000-4-16, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-16: Testing and measurement
techniques — Test for immunity to conducted common mode disturbances in the frequency
range 0 Hz to 150 kHz immunity test

1 Revision of IEC 60868.
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CEI 61000-4-17, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-17: Techniques d’essai et
de mesure — Essai dimmunité a l'ondulation résiduelle sur entrée de puissance a courant
continu

CEI 61000-4-18, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-18 — Techniques d'essai et
de mesure — Essai d'immunité a I'onde oscillatoire amortie

CEI 61000-4-20, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-20: Techniques d’essai et
de mesure — Essais d'émission et d'immunité dans les guides d'ondes TEM

CEI 61000-4-21, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-21: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes d’essai en chambre réverbérante

CEI 61000-4-23, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-23: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes d’essai pour les dispositifs de protection pour perturbations IEMN-HA et
autres perturbations rayonnées

CEI 61000-4-24, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et de
mesure — Section 24: Méthodes d’essais pour les dispositifs de protection pour perturbations
conduites IEMN-HA

CEI 61000-4-25, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-25: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes d’essai d’immunité a 'IEMN-HA des appareils et des systémes

CEI 61000-4-27, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-27: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d'immunité aux déséquilibres

CEI 61000-4-28, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-28: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d’immunité a la variation de la fréquence d’alimentation

CEI 61000-4-29, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-29: Techniques d’essai et
de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures breves et variations de tension
sur les acces d’alimentation en courant continu

CEI 61000-4-30, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes de mesures des paramétres de la qualité de I'alimentation

—CEI 61000-4-32, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-32: Techniques d’essai et
‘de mesure — Compendium des simulateurs d’impulsions électromagnétiques a haute altitude
(IEMN-HA)

fCEI 61000-4-33, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-33: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes de mesure pour les parametres transitoires de forte intensité

CEI 61000-4-34, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-34: Techniques d’essai et
de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures breves et variations de tension
pour matériel ayant un courant appelé de plus de 16 A par phase

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la série CEI 61000-4, les définitions données dans la
CEI 60050(161) s'appliquent.
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IEC 61000-4-17, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and measurement
techniques — Ripple on d.c. input power port immunity test

IEC 61000-4-18, Electromagnetic Compatibility (EMC) — Part 4-18: Testing and measurement
techniques — Oscillatory wave immunity test

IEC 61000-4-20, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement
techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides

IEC 61000-4-21, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-21: Testing and measurement
techniques — Reverberation chamber test methods

IEC 61000-4-23, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-23: Testing and measurement
techniques — Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances

IEC 61000-4-24, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 24: Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance

IEC 61000-4-25, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-25: Testing and measurement
techniques — HEMP immunity test methods for equipment and systems

IEC 61000-4-27, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-27 : Testing and measurement
techniques — Unbalance, immunity test

IEC 61000-4-28, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-28: Testing and measurement
techniques — Variation of power frequency, immunity test

IEC 61000-4-29, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-29: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port
immunity tests

IEC 61000-4-30, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement
techniques —Power quality measurement methods

IEC 61000-4-32, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-32: Testing and measurement
techniques — High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) simulator compendium

IEC 61000-4-33, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-33: Testing and measurement
techniques — Measurement methods for high power transient parameters

IEC 61000-4-34, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-34: Testing and measurement

techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for
equipment with input current more than 16 A per phase

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the definitions in IEC 60050(161) apply.
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4 Geénéralités

Dans le passé, les dispositifs et systémes électromécaniques n’étaient généralement pas
sensibles aux perturbations électromagnétiques (c’est-a-dire aux perturbations électro-
magnétiques conduites et rayonnées et aux décharges électrostatiques). Les composants et
les matériels électroniques utilisés aujourd’hui sont beaucoup plus sensibles a ces
perturbations, particulierement aux phénoménes «haute fréquence» et «transitoires».
L'immense expansion de I'utilisation des composants et matériels électroniques a augmenté le
danger et I'importance de mauvais fonctionnements, de dommages, etc. qui peuvent résulter
des perturbations électriques et électromagnétiques.

Les comités de produits (ou utilisateurs et fabricants de matériels) demeurent responsables du
choix approprié des essais d'immunité de la série CElI 61000-4 et des niveaux d’essai
applicables a leurs matériels. Toutefois, afin de renforcer la tdche de coordination et de
normalisation, il convient que les comités de produits ou les utilisateurs et les fabricants
prennent en considération les recommandations données dans la présente norme.

5 Structure des normes de la série CEl 61000-4

La structure des normes dans la série CEI 61000-4 suit en général les lignes directrices
données dans le Guide 107 de la CEIl. Pour les normes fondamentales d’essai de la série,
cette structure est la suivante:

Domaine d'application

Références normatives

Termes et définitions

Généralités

Niveaux d’essai/limites

1

2

3

4

5

6. Equipements d'essai
7. Montage de I'essai

8. Procédures d’essai

9. Evaluation des résultats d’essai
1

0. Rapport d’essai

Il existe des normes, dans la série CEl 61000-4, qui ne sont pas des normes fondamentales
d’essai (par exemple la CEI 61000-4-7). Il s’agit de normes de mesure (instrumentation et
procédures), qui ne suivent pas nécessairement la structure mentionnée ci-dessus.

6 Choix des essais

Des essais peuvent étre appliqués aux matériels pour de multiples raisons, par exemple

e essais de conception pendant le développement;
e essais de type;
e essais d'agrément;

e essais en production.

Il convient que les matériels soient soumis a tous les essais nécessaires pour garantir la
fiabilité requise mais, pour des raisons économiques, le nombre d’essais peut étre limité a un
minimum raisonnable. Il est acceptable que le nombre des essais d’agrément ou en production
soit réduit par rapport aux essais de type.
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4 General

In the past, electromechanical devices and systems were generally not sensitive to
electromagnetic disturbances (i.e. conducted and radiated electromagnetic disturbances and
electrostatic discharge). The electronic components and equipment now in use are much more
sensitive to these disturbances, particularly to "high-frequency" and "transient" phenomena.
The tremendous expansion in the use of electronic components and equipment has increased
the danger and importance of malfunctioning, damage, etc. which can arise from electric and
electromagnetic disturbances.

The product committees (or users and manufacturers of equipment) remain responsible for the
appropriate choice of the immunity tests from the IEC 61000-4 series and the test level to be
applied to their equipment. However, to enhance the task of coordination and standardization,
the product committees or users and manufacturers should consider the recommendations
given in this standard.

5 Structure of the IEC 61000-4 series standards

The structure of standards within the IEC 61000-4 series in general follows the guidance given
in IEC Guide 107. For the basic testing standards of the series, that structure is as follows:
Scope

Normative references

Terms and definitions

General

Test levels/limits

Test equipment

Test set-up

Test procedures

© ® N oA WDN =

. Evaluation of test results
10. Test report

There are standards within the IEC 61000-4 series, which are not basic testing standards (for
example IEC 61000-4-7). They are standards related to measurement (instrumentation and
procedures), which do not necessarily follow the above-mentioned structure.

6 Selection of tests

Tests can be applied to equipment for many reasons, for example

e design tests during development;

e type tests;

e acceptance tests;

e production tests.

Equipment should be subjected to all tests necessary to provide the required reliability, but, for
economic reasons, the number of tests may be limited to a reasonable minimum. It is

acceptable that the number of tests for acceptance or production testing is reduced in
comparison with type tests.
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Le choix des essais a appliquer a un matériel particulier dépend de plusieurs facteurs, tels que

o types de perturbations affectant le matériel;
;,- conditions d’environnement;

io le comportement et la fiabilité requis;

e les contraintes économiques;

e les caractéristiques du matériel.

Compte tenu de la variété des matériels et des conditions d’environnement a prendre en
compte, il est difficile d’indiquer des régles exactes concernant le choix des essais. Ce choix
est principalement de la responsabilit¢ du comité de produit concerné (sur la base de son
expérience). Dans des cas particuliers, ce choix peut étre fixé par un accord entre le fabricant
et l'utilisateur. Dans tous les cas, la connaissance de I’environnement électromagnétique (série
CEI 61000-2, spécialement CEI 61000-2-5) et celle des aspects statistiques expliqués dans la
CEI 61000-1-1 sera utile.

S’il existe une norme générique applicable, une norme de famille de produits ou une norme
spécifique de produit applicable, ces normes s’appliquent dans 'ordre de priorité suivant (voir
Guide CEI 107):

e norme spécifique de produit;
e norme de famille de produit;

e norme générique.

Si I'on considére que ces normes existantes ne sont pas applicables a un type particulier de
matériel, les bréves explications suivantes de chaque partie de la série CEIl 61000-4 peuvent
étre utiles. Un résumé est donné également aux Tableaux 1 et 2.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-2 (Essais d'immunité aux décharges
électrostatiques)

En général, I'essai de décharge électrostatique est applicable a tous les types de matériels
utilisés dans un environnement ou des décharges électrostatiques peuvent se produire. On
doit considérer les décharges directes et les décharges indirectes. Les matériels dont
I'utilisation est limitée aux environnements dont les conditions de décharge électrostatique
sont contrblées et les produits non électriques ou non électroniques peuvent faire partie
des exclusions.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-3 (Essai d’immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques)

En général, I'essai d'immunité au champ rayonné est applicable a tous les produits lorsqu’il
existe des champs radioélectriques. Les matériels dont [l'utilisation est limitée aux
environnements dont les conditions électromagnétiques sont controlées ou dont les
champs électromagnétiques sont faibles, ainsi que les produits non électriques ou non
électroniques, peuvent faire partie des exclusions.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-4 (Essais d'immunité aux transitoires électriques
rapides en salves)

En général, I'essai aux transitoires rapides est applicable aux produits reliés au réseau
basse tension ou qui possédent des cables (de signaux ou de commande) proches du
réseau basse tension.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-5 (Essai d’immunité aux ondes de choc)

L’'essai aux ondes de choc est applicable aux produits reliés a des réseaux sortant du
batiment ou au réseau basse tension en général.
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The selection of the tests to be applied to a particular equipment depends on several factors,
such as

e types of disturbances affecting the equipment;

e environmental conditions;

e required reliability and behaviour;

e economic constraints;

e equipment characteristics.

With regard to the variety of equipment and environmental conditions to be considered, it is
difficult to indicate exact rules concerning the selection of tests. This selection is primarily
the responsibility of the product committee concerned (based on their experience). In special
cases, this can be fixed by agreement between the manufacturer and the user. In all cases,

knowledge of the electromagnetic environment (the IEC 61000-2 series, especially IEC 61000-2-5)
and awareness of the statistical aspects explained in IEC 61000-1-1 will be helpful.

If there is an existing applicable generic standard, product family standard or a dedicated
product standard, these standards have the following priority (see IEC Guide 107):

e dedicated product standard;

e product family standard;

e generic standard.

If it is considered that these standards are not applicable to a particular type of equipment, the
following short explanation of each part of the IEC 61000-4 series may be helpful. A summary
is also given in Tables 1 and 2.

e Test according to IEC 61000-4-2 (Electrostatic discharge immunity test)

In general, the electrostatic discharge test is applicable to all equipment which is used in an
environment where electrostatic discharges may occur. Direct and indirect discharges shall
be considered. Exclusions may include equipment limited for use in ESD-controlled
environmental conditions and non-electrical or electronic products.

e Test according to IEC 61000-4-3 (Radiated, radio-frequency, electromagnetic field
immunity test)

In general, the radiated immunity test is applicable to all products, where radio-frequency
fields are present. Exclusions may include equipment limited for use in electromagnetic-
controlled conditions or low electromagnetic field environment and non-electrical or electronic
products..

e Test according to IEC 61000-4-4 (Electrical fast transient/burst immunity test)

In general, the fast transient test is applicable to products which are connected to mains or
have cables (signal or control) in close proximity to mains.

e Test according to IEC 61000-4-5 (Surge immunity test)

The surge test is applicable to products which are connected to networks leaving the
building or mains in general.
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e Essai conformément a la CEl 61000-4-6 (Essai d’immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques)

En général, I'essai d'immunité aux perturbations conduites est applicable aux produits,
lorsqu’il existe des champs radioélectriques et qui sont reliés au réseau basse tension ou a
d’autres réseaux (lignes de signaux ou de commande).

e CEI 61000-4-7 (Guide général relatif aux mesures d’harmoniques et d’interharmoniques,
ainsi qu’a 'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d’alimentation et aux appareils
qui y sont raccordés)

Cette norme définit la méthode de mesure des harmoniques et des interharmoniques. Elle
compare les caractéristiques d’'un appareil de mesure analogique et d’'un appareil de
mesure numérique. Elle fournit également la précision attendue et le montage d’essai. Elle
est applicable aux mesures de tensions ou de courants dans la gamme de fréquences du
continu jusqu’a 2 500 Hz, spécialement pour les exigences d’émission conformément aux
CEI 61000-3-2, CEI 61000-3-4, CEl 61000-3-6, CElI 61000-3-12 et CEIl 61000-4-30.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-8 (Essai d’immunité au champ magnétique a la
fréquence du réseau)

En général, il convient de limiter cet essai aux produits qui sont sensibles aux champs
magnétiques (par exemple dispositifs a effet Hall, tubes a rayon cathodique et produits
particuliers destinés a étre installés dans des environnements ou le champ magnétique est
élevé). Les matériels destinés a étre installés dans un environnement ou le champ
magnétique est faible font partie des exclusions.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-9 (Essai d’immunité au champ magnétique
impulsionnel)

Cet essai est principalement applicable aux produits destinés a étre installés dans les
centrales électriques (par exemple centres de télécommande a proximité de I'appareillage).

e Essai conformément a la CEl 61000-4-10 (Essai d’immunité au champ magnétique
oscillatoire amorti)

Cet essai est principalement applicable aux produits destinés a étre installés dans des
sous-stations haute tension.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-11 (Essai d’immunité aux creux de tensions,
coupures bréves et variations de tension)

Le présent document définit les méthodes d’essai destinées a évaluer 'immunité d’un
appareil relié au systéme BT, aux creux de tension, aux coupures breves et aux variations
de tension. Cet essai est applicable aux matériels de courant assigné inférieur a 16 A par
phase et reliés au réseau alternatif. La norme décrit également différents niveaux d’essais,
quatre criteres de performance, la condition de fonctionnement lorsque I'appareil est
essayé et le montage d’essai. Il s’agit d’'une norme fondamentale qui peut étre utilisée
comme outil pour les comités de produits qui définissent leur propre norme
d’immunité CEM.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-12 (Essai d’immunité aux ondes oscillatoires)

L'essai a I'onde sinusoidale amortie est applicable aux matériels reliés au réseau basse
tension dans certains pays (par exemple aux Etats Unis). L’essai aux ondes oscillatoires
amorties est applicable aux matériels utilisés dans les centrales électriques et les sous-
stations haute tension (par exemple relais statiques).

e Essai conformément a la CEl 61000-4-13 (Essai d’immunité aux harmoniques et inter-
harmoniques incluant les signaux transmis sur le réseau électrique alternatif)

Cet essai peut étre appliqué aux matériels sensibles a la précision dans le temps du
passage par zéro sur le réseau basse tension ou a des composantes harmoniques
spécifiques.
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e Test according to IEC 61000-4-6 (Immunity test to conducted disturbances induced by
radio-frequency fields)

In general, the conducted immunity test is applicable to products, where radio-frequency
fields are present and which are connected to mains or other networks (signal or control
lines).

e |EC 61000-4-7 (General guide on harmonics and interharmonics measurements and
instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto)

This technical report defines the measurement method of harmonics and interharmonics.
It compares the characteristics of an analogue measuring equipment and of a digital
measuring equipment. It provides also the accuracy awaited and the test set-up. It is
applicable to voltage or current measurements in the d.c. frequency range up to 2 500 Hz,
especially with regard to the emission requirements according to IEC 61000-3-2,
IEC 61000-3-4, IEC 61000-3-6, IEC 61000-3-12 and IEC 61000-4-30.

e Test according to IEC 61000-4-8 (Power frequency magnetic field immunity test)

In general, this test should be limited to products which are susceptible to magnetic fields
(for example Hall effect devices, CRT and special products to be installed in high magnetic
field environments). Exclusions include equipment which is intended for use in a low
magnetic field environment.

e Test according to IEC 61000-4-9 (Pulse magnetic field immunity test)

This test is mainly applicable to products to be installed in electrical plants (for example
telecontrol centres in close proximity to switchgear).

e Test according to IEC 61000-4-10 (Damped oscillatory magnetic field immunity test)
This test is mainly applicable to products to be installed in high-voltage substations.

e Test according to IEC 61000-4-11 (Voltage dips, short interruptions and voltage variations
immunity test)

This document defines the test methods to evaluate the immunity of an equipment
connected to the LV system, to voltage dips, short interruptions and voltage variations. This
test is applicable to equipment with a rated input current of less than 16 A per phase,
connected to a.c. mains. The standard describes also different levels of tests, four
performance criteria, the operating condition when the equipment is tested and the test set-
up. It is a basic standard which can be used as a tool for the product committees which are
defining their own EMC immunity standard.

e Test according to IEC 61000-4-12 (Oscillatory wave immunity test)

The ring wave test is applicable to equipment connected to a.c. mains in certain countries
(for example the mains network in the USA). The damped oscillatory wave test is applicable
to equipment used in power plants and high-voltage substations (for example static relays).

e Test according to IEC 61000-4-13 (Harmonics, interharmonics including mains signalling
at a.c. power port, low-frequency immunity tests)

This test may be applied to equipment sensitive to precise zero crossing in time on the a.c.
mains or to specific harmonic components.
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e Essai conformément a la CEl 61000-4-14 (Essai d’immunité aux fluctuations de tension)

En général, les fluctuations de tension ont une amplitude ne dépassant pas 10 %; en
conséquence, la plupart des matériels ne sont pas perturbés par les fluctuations de
tension. Toutefois, cet essai peut étre applicable aux matériels destinés a étre installés
dans des emplacements ou le réseau basse tension présente des fluctuations plus
importantes.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-15 (Flickermetre — Spécifications fonctionnelles et
de conception)

Il s’agit d’'une spécification pour le flickermétre, destinée a indiquer le niveau correct de
perception du flicker pour toutes les formes d’'onde possibles de fluctuation de tension,
spécialement pour les exigences d’émission conformément aux CEI 61000-3-3,
CEI 61000-3-5 et CEI 61000-3-11.

e Essai conformément a la CElI 61000-4-16 (Essai d’immunité aux perturbations conduites
en mode commun dans la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz)

Cet essai doit étre utilisé uniquement pour des matériels trés particuliers utilisés dans de
grandes installations (par exemple usines). Le présent document définit la méthode d'essai
destinée a évaluer I'immunité d'un appareil aux perturbations conduites en mode commun
dans la gamme de fréquences de 0 Hz a 150 kHz. La norme décrit également différents
niveaux d'essais, quatre critéeres de performance, la condition de fonctionnement lorsque
I'appareil est essayé et le montage d'essai. Il s'agit d'une norme fondamentale qui peut étre
utilisée comme outil pour les comités de produits qui définissent leur propre norme
d'immunité CEM.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-17 (Essai d’immunité a 'ondulation résiduelle sur
une entrée de puissance a courant continu)

Cet essai s’applique aux matériels reliés a des systémes de distribution en courant continu
avec batteries externes en charge pendant le fonctionnement de I'appareil.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-20 (Essais d'émission et d'immunité dans les
guides d'ondes TEM)

La présente norme spécifie le matériel et les procédures d’essais pour une méthode
d’essai aux champs électromagnétiques rayonnés dans les cellules TEM.

e Essai conformément a la CElI 61000-4-21 (Chambres réverbérantes)

La présente norme spécifie le matériel et les procédures d’essais pour une méthode
d’essai aux champs électromagnétiques rayonnés dans les chambres réverbérantes.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-23 (Méthodes d’essais pour les dispositifs de
protection IEMN-HA et pour les autres perturbations rayonnées)

La présente norme traite des essais d’éléments de protection congus pour réduire le niveau
de champs électromagnétiques rayonnés des IEMN-HA et autres transitoires de forte
intensité.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-24 (Méthodes d’essais pour les dispositifs de
protection pour perturbations conduites IEMN-HA)

La présente norme traite des essais pour les caractéristiques d’amorgage en tension ou de
limitation de tension des dispositifs de protection contre 'IEMN-HA.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-25 (Essai d’immunité IEMN-HA et méthodes
d’essai pour I'équipement et les systemes)

La présente norme spécifie les méthodes d’essai de base et les niveaux pour les essais
d’immunité a I'IEMN-HA, en rayonnement et en conduction. Elle est applicable aux
matériels et aux systémes destinés a résister a 'IEMN-HA.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-27 (Essai d’immunité aux déséquilibres de tension)

Cet essai peut étre applicable aux matériels triphasés, ayant un courant d’entrée assigné
inférieur ou égal a 16 A par phase et reliés a un réseau alternatif triphasé. Toutefois, cet
essai n‘est pas applicable aux matériels reliés a un réseau triphasé mais l'utilisant de
maniére monophasée.
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e Test according to IEC 61000-4-14 (Voltage fluctuation immunity test)

In general, voltage fluctuations have an amplitude not exceeding 10 %; therefore, most
equipment is not disturbed by voltage fluctuations. However, this test may be applicable to
equipment intended to be installed at locations where the mains have larger fluctuations.

e Test according to IEC 61000-4-15 (Flickermeter — Functional and design specifications)

This is a specification for a flickermeter, intended to indicate correct flicker perception level
for all practical voltage fluctuation waveforms, especially with regard to the emission
requirements according to IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-5 and IEC 61000-3-11.

e Test according to IEC 61000-4-16 (Test for immunity to conducted, common mode
disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz)

This test shall only be used for very special equipment in large installations (for example
industrial plants). This document defines the test method to evaluate the immunity of an
equipment to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to
150 kHz. The standard describes also different levels of tests, four performance criteria,
the operating condition when the equipment is tested and the test set-up. It is a basic
standard which can be used as a tool for the product committees which are defining their
own EMC immunity standard.

e Test according to IEC 61000-4-17 (Ripple on d.c. input power port immunity test)

This test applies to equipment connected to d.c. distribution systems with external batteries
charged during the operation of the equipment.

e Test according to IEC 61000-4-20 (Emission and immunity testing in transverse
electromagnetic (TEM) waveguides)

This standard specifies equipment and test procedures for testing to radiated
electromagnetic fields in TEM cells.

e Test according to IEC 61000-4-21 (Reverberation chambers)

This standard specifies equipment and test procedures for testing to radiated
electromagnetic fields in reverberation chambers.

e Test according to IEC 61000-4-23 (Test methods for protective devices for HEMP and
other radiated disturbance)

This standard covers testing of protective elements designed to reduce the level of radiated
electromagnetic fields from HEMP and other high power transients.

e Test according to IEC 61000-4-24 (Test methods for protective devices for HEMP
conducted disturbance)

This standard covers testing of voltage breakdown and voltage-limiting characteristics of
HEMP protective devices

e Test according to IEC 61000-4-25 (HEMP immunity test and test methods for equipment
and systems)

This standard specifies the basic HEMP test methods and levels appropriate for radiated
and conducted immunity testing. It is applicable for equipment and systems intended to
survive a HEMP.

e Test according to IEC 61000-4-27 (Unbalance immunity test)

This test may be applicable to three-phase equipment with a rated input current up to 16 A
per phase, connected to a three-phase a.c. mains. However, this test is not applicable to
equipment taking three-phase power but using it in a single-phase manner.
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e Essai conformément a la CEIl 61000-4-28 (Essai d’immunité a la variation de la fréquence
d’alimentation)

En général, cet essai de variation de la fréquence d’alimentation n’est pas applicable.
Toutefois, cet essai peut s’appliquer aux matériels destinés a étre installés sur des
emplacements ou la fréquence d’alimentation présente des variations importantes (par
exemple les matériels reliés a une alimentation de secours).

e Essai conformément a la CEl 61000-4-29 (Essais d’immunité aux creux de tension,
coupures breves et variations de tension sur les ports d'entrée de puissance en courant
continu)

En général, cet essai est applicable aux entrées de puissance en courant continu.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-30 (Mesures des parametres de la qualité de la
tension)

Cette norme donne des éclaircissements sur les mesures des parametres de qualité de
I'alimentation.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-32 (Compendium des simulateurs d’impulsions
électromagnétiques a haute altitude (IEMN-HA))

Ce rapport technique fournit des informations sur la disponibilité et I'applicabilité au niveau
mondial des simulateurs IEMN a grande échelle.

e Essai conformément a la CEIl 61000-4-33 (Méthodes de mesure pour les parametres
transitoires de forte intensité)

La présente norme fournit une description de base des méthodes et des moyens de
mesure des réponses provenant de perturbations électromagnétiques transitoires de forte
intensité rayonnées et conduites.

e Essai conformément a la CEl 61000-4-34 (Essais d’immunité aux creux de tension,
coupures bréves et variations de tension pour matériel ayant un courant appelé de plus de
16 A par phase)

Cet essai est applicable aux matériels de courant assigné supérieur a 16 A par phase et
reliés au réseau alternatif. (En cours d’élaboration).

Un guide d’applicabilité des diverses normes est donné au Tableau 1.

Quand une norme listée au Tableau 1, quelle qu'elle soit, est appliquée, l'entrée
correspondante du Tableau 2 fournit un guide de sélection des acces de I'EST a tester.

7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir toutes les informations nécessaires pour reproduire I'essai. En
particulier, ce qui suit doit étre noté:

e lidentification de 'EST et de tous les matériels associés, par exemple marque, type,
numéro de série;
e l'identification des matériels d’essai, par exemple marque, type, numéro de série;

e toutes les conditions d’environnement spéciales dans lesquelles I'essai a été réalisé, par
exemple enceinte blindée;

e toutes les conditions spécifiques nécessaires pour permettre la réalisation de I'essai;
e |e niveau de fonctionnement défini par le fabricant, le demandeur de I'essai ou I'acheteur;

e le critere d'aptitude a la fonction spécifié dans la norme générique, de produit ou de famille
de produits;

e tous les effets observés sur 'EST pendant ou apres l'application de la perturbation, et la
durée pendant laquelle ces effets ont persisté;
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Test according to IEC 61000-4-28 (Variation of power frequency, immunity test)

In general, the test for variation of the power frequency is not applicable. However, it may
apply to equipment intended to be installed at locations where the power frequency has
large variations (for example equipment connected to an emergency power supply).

Test according to IEC 61000-4-29 (Voltage dips, interruptions and voltage variations on
d.c. input power ports, immunity tests)

In general, this test is applicable for d.c. input power ports.

Test according to IEC 61000-4-30 (Measurements of power quality parameters)
This standard gives clarification on the measurement of power quality parameters.
Test according to IEC 61000-4-32 (HEMP simulator compendium)

This technical report provides information on the world wide availability and applicability of
large scale HEMP simulators.

Test according to IEC 61000-4-33 (Measurement methods for high power transient
parameters)

This standard provides a basic description of the methods and means of measuring
responses from high power transient electromagnetic radiated and conducted disturbances

Test according to IEC 61000-4-34 (Voltage dips short interruptions and voltage variations
immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase)

This test is applicable to equipment with a rated input current greater than 16 A per phase,
connected to a.c. mains.

A guide to the applicability of the various standards is given in Table 1.

When any of the standards listed in Table 1 is applied, the corresponding entry in Table 2 gives
a guide to the selection of the EUT ports to be tested.

7 Testreport

The test report shall contain all the information necessary to reproduce the test. In particular,
the following shall be recorded:

identification of the EUT and any associated equipment, for example, brand name, product
type, serial number;

identification of the test equipment, for example, brand name, product type, serial number;

any special environmental conditions in which the test was performed, for example,
shielded enclosure;

any specific conditions necessary to enable the test to be performed;
performance level defined by the manufacturer, requestor or purchaser;
performance criterion specified in the generic, product or product-family standard;

any effects on the EUT observed during or after the application of the test disturbance, and
the duration for which these effects persist;
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e la justification de la décision succés/échec (basée sur le critéere d'aptitude a la fonction
spécifié dans la norme générique, de produit ou de famille de produits, ou dans I'accord
entre le fabricant et 'acheteur);

e toutes les conditions spécifiques d’utilisation, par exemple longueur ou type de cable,
blindage ou raccordement a la terre, ou les conditions de fonctionnement de 'EST, qui sont
requises pour assurer la conformité.

Tableau 1 — Application des essais d’immunité basée sur
I’emplacement (environnement)

Application 2@
. glormet | Description Résidentiel, Zone Spéciale
ondamentale commercial et industrielle (ex. centrale
industrie légére électrique)
61000-4-2 Décharges électrostatiques g.a. g.a. g.a.
61000-4-3 Champs électromagnétiques rayonnés g.a. g.a. g.a.
61000-4-4 Transitoires électriques rapides en salves g.a. g.a. g.a.
61000-4-5 Ondes de choc g.a. g.a. g.a.
61000-4-6 Perturbations conduites RF g.a. g.a. g.a.
61000-4-7 Guide général relatif aux mesures n.i. n.i. n.i.
d’harmoniques et d’interharmoniques et
appareillage de mesure
61000-4-8 Champ magnétique a 50/60 Hz cas cas g.a.
61000-4-9 Champ magnétique impulsionnel g.n.a. g.n.a. g.a.
61000-4-10 Champ magnétique oscillatoire amorti g.n.a. g.n.a. g.a.
61000-4-11 Creux de tension et coupures bréves g.a. g.a. g.a.
61000-4-12 Ondes oscillatoires cas cas cas
61000-4-13 Harmoniques, interharmoniques, signaux cas cas cas
transmis sur le réseau
61000-4-14 Variations de tension cas cas cas
61000-4-15 Flickermétre n.i. n.i. n.i.
61000-4-16 Perturbations conduites en mode commun g.n.a. cas g.n.a.
dans la gamme 0 Hz a 150 kHz
61000-4-17 Ondulation sur les alimentations c.c. g.n.a. cas g.n.a.
61000-4-18 Ondes oscillatoires amorties g.n.a. cas cas
61000-4-19 Libre
61000-4-20 Lignes TEM b b b
61000-4-21 Chambres réverbérantes b b b
61000-4-22 Libre
61000-4-23 Méthodes d’essai pour les dispositifs de g.n.a. g.n.a. g.n.a.
protection pour les perturbations
rayonnées IEMN-HA
61000-4-24 Méthodes d’essai pour les dispositifs de g.n.a. g.n.a. g.n.a.
protection pour les perturbations conduites
IEMN-HA
61000-4-25 Méthodes d’essai pour les matériels et les g.n.a. g.n.a. g.n.a.
systémes; IEMN-HA
61000-4-27 Déséquilibre dans les réseaux triphasés cas cas cas
61000-4-28 Variation de la fréquence du réseau g.n.a. g.n.a. g.n.a.
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e the rationale for the pass/fail decision (based on the performance criterion specified in the
generic, product or product-family standard, or agreed between the manufacturer and the
purchaser);

e any specific conditions of use, for example cable length or type, shielding or grounding, or
EUT operating conditions, which are required to achieve compliance.

Table 1 — Applicability of immunity tests based on location (environment)

Applicability 2
Basic standard Description Residential, Industrial Special (e.g.
commercial and area power plant)
light industrial
61000-4-2 ESD g.a. g.a. g.a.
61000-4-3 Radiated electromagnetic field g.a. g.a. g.a.
61000-4-4 EFT/Burst g.a. g.a. g.a.
61000-4-5 Surge g.a. g.a. g.a.
61000-4-6 Conducted disturbances by RF fields g.a. g.a. g.a.
61000-4-7 General guide on harmonics and n.i.s. n.i.s. n.i.s.
interharmonics measurements
and instrumentation
61000-4-8 50/60 Hz magnetic field may may g.a.
61000-4-9 Pulse magnetic field g.n.a. g.n.a. g.a.
61000-4-10 Damped oscillatory magnetic field g.n.a. g.n.a. g.a.
61000-4-11 Voltage dips and short interruptions g.a. g.a. g.a.
61000-4-12 Oscillatory waves "ring wave" may may may
61000-4-13 Harmonics, interharmonics, main signalling may may may
61000-4-14 Voltage fluctuations may may may
61000-4-15 Flickermeter n.i.s. n.i.s. n.i.s.
61000-4-16 Conducted common mode disturbances in g.n.a. may g.n.a.
the range of 0 Hz to 150 kHz
61000-4-17 Ripple on DC power supply g.n.a. may g.n.a.
61000-4-18 Oscillatory waves immunity test g.n.a. may may
61000-4-19 Free
61000-4-20 TEM waveguides b b b
61000-4-21 Reverberation chambers b b b
61000-4-22 Free
61000-4-23 Test methods for protective device; HEMP g.n.a. g.n.a. g.n.a.
radiated disturbance
61000-4-24 Test methods for protective device; HEMP g.n.a. g.n.a. g.n.a.
conducted disturbance
61000-4-25 Test methods for equipment and systems; g.n.a. g.n.a. g.n.a.
HEMP
61000-4-27 Unbalance in three-phase mains may may may
61000-4-28 Variation of power frequency g.n.a. g.n.a. g.n.a.
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Tableau 1 (suite)

61000-4-1 © CEI:2006

Application @
. :ormet | Description Résidentiel, Zone Spéciale
ondamentale commercial et industrielle (ex. centrale
industrie légeéere électrique)
61000-4-29 Creux de tension, coupures et variation de cas cas cas
tension sur les acceés c.c.
61000-4-30 Mesure des parametres pour la qualité de n.i n.i. n.i
la tension
61000-4-32 Compendium des simulateurs d'impulsions n.i n.i. n.i
électromagnétiques a haute altitude
(IEMN-HA)
61000-4-33 Méthodes de mesure pour les paramétres n.i n.i n.i
transitoires de forte intensité
61000-4-34 Creux de tension et coupures g.a. g.a. g.a.
a8 Explication pour I'application:
n.i. = norme ne traitant pas de I'immunité
g.a. = généralement applicable sauf dans des cas particuliers
g.n.a. = généralement non applicable sauf dans des cas particuliers
cas = peut s’appliquer dans certains cas
b Méthode d’essai soumise a des restrictions données dans la norme fondamentale.
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Table 1 (continued)

Applicability 2@

Basic standard Description Residential, Industrial Special (e.g.
commercial and area power plant)
light industrial
61000-4-29 Voltage dips, interruptions and voltage may may may
variations on DC power ports
61000-4-30 Measurement of power quality parameters n.i.s n.i.s n.i.s
61000-4-32 HEMP simulator compendium n.i.s n.i.s n.i.s
61000-4-33 Measurement methods for high power n.i.s n.i.s n.i.s
transient parameters
61000-4-34 Voltage dips and interruption g.a g.a g.a

a  Applicability explanation:
n.i.s. = not an immunity standard
g.a. = generally applicable except in special cases
g.n.a. = generally not applicable except in special cases

may = may be applicable in certain circumstances.

b Test method which is subject to restrictions given in the basic standard.
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Tableau 2 — Application des essais d’immunité basée sur les accés de I’appareil en essai

Application ?
Norme Description i i i
fondamentale P Alim. Alim. Enve- Slgn’al Terre
c.a. c.c. loppe |données
61000-4-2 Décharges électrostatiques — g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-3 Champ électromagnétique rayonné g.n.a. g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-4 Transitoires rapides/Salve g.a. g.a. . g.a. g.a.
61000-4-5 Onde de choc g.a. cas _ cas cas
61000-4-6 Perturbations conduites RF g.a. g.a. _ g.a. g.a.
61000-4-7 Guide général relatif aux mesures n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
d’harmoniques et d’interharmoniques et
appareillage de mesure
61000-4-8 Champ magnétique a 50/60 Hz — — cas — —
61000-4-9 Champ magnétique impulsionnel — — cas — —
61000-4-10 Champ magnétique oscillatoire — — cas — —
61000-4-11 Creux de tension et coupures g.a. — — — —
61000-4-12 Ondes oscillatoires cas g.n.a. — cas g.n.a.
61000-4-13 Harmoniques, interharmoniques, signaux cas — — cas —
transmis sur le réseau
61000-4-14 Variations de tension g.n.a. — — — —
61000-4-15 Flickermétre n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
61000-4-16 Perturbations conduites dans la gamme g.n.a. g.n.a. — g.n.a. —
0 Hz a 150 kHz
61000-4-17 Ondulation sur les alimentations c.c. — cas — — —
61000-4-18 Essai d'immunité aux ondes oscillatoires cas cas cas cas
61000-4-19 Libre
61000-4-20 Lignes TEM — — — — —
61000-4-21 Chambres réverbérantes — — — — —
61000-4-22 Libre
61000-4-23 Méthodes d’essai pour les dispositifs de g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
protection pour les perturbations rayonnées
IEMN-HA
61000-4-24 Méthodes d’essai pour les dispositifs de g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
protection pour les perturbations conduites
IEMN-HA
61000-4-25 Méthodes d’essai pour les matériels et les g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
systémes; IEMN-HA
61000-4-27 Déséquilibre dans les réseaux triphasés cas — — — —
61000-4-28 Variation de la fréquence du réseau g.n.a. — — — —
61000-4-29 Creux de tension, coupures et variation de — cas — — —
tension sur les acces c.c.
61000-4-30 Mesure des parameétres pour la qualité de la n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
tension
61000-4-32 Compendium des simulateurs d'impulsions n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
électromagnétiques a haute altitude (IEMN-
HA)
61000-4-33 Méthodes de mesure pour les paramétres n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
transitoires de forte intensité
61000-4-34 Creux de tension et coupures g.a. — — — —
a  Explication pour I'application:
n.i. = norme ne traitant pas de I'immunité
g.a. = geénéralement applicable sauf dans des cas particuliers
g.n.a. = généralement non applicable sauf dans des cas particuliers
cas = peut s’appliquer dans certains cas
(=) signifie non applicable.
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Table 2 — Applicability of immunity tests based on EUT ports

Applicability 2
Basic standard Description AC DC En- Signal Earth
power power | closure data
61000-4-2 ESD — g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-3 Radiated electromagnetic field g.n.a. g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-4 EFT/Burst g.a. g.a. . g.a. g.a.
61000-4-5 Surge g.a. may _ may may
61000-4-6 Conducted disturbances by RF fields g.a. g.a. . g.a. g.a.
61000-4-7 General guide on harmonics and n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
interharmonics measurements
and instrumentation
61000-4-8 50/60 Hz magnetic field — — may — —
61000-4-9 Pulse magnetic field — — may — —
61000-4-10 Oscillatory magnetic field — — may — —
61000-4-11 Voltage dips and interruption g.a. — — — —
61000-4-12 Oscillatory waves "ring wave" may g.n.a — may g.n.a
61000-4-13 Harmonics, interharmonics, mains may — — may —
signalling
61000-4-14 Voltage fluctuations g.n.a. — — — —
61000-4-15 Flickermeter n.i.s. n.i.s n.i.s. n.i.s. n.i.s
61000-4-16 Conducted disturbances in the range 0 Hz g.n.a. g.n.a — g.n.a. —
to 150 kHz
61000-4-17 Ripple on DC power supply — may — — —
61000-4-18 Oszillatory waves immunity test may may may may
61000-4-19 Free
61000-4-20 TEM waveguides — — — — —
61000-4-21 Reverberation chambers — — — — —
61000-4-22 Free
61000-4-23 Test methods for protective device; HEMP g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
radiated disturbance
61000-4-24 Test methods for protective device; HEMP g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
conducted disturbance
61000-4-25 Test methods for equipment and systems; g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
HEMP
61000-4-27 Unbalance in three-phase mains may — — — —
61000-4-28 Variation of power frequency g.n.a. — — — —
61000-4-29 Voltage dips, interruptions and voltage — may — — —
variations on DC power ports
61000-4-30 Measurement of power quality parameters n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
61000-4-32 HEMP simulator compendium n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
61000-4-33 Measurement methods for high power n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s. n.i.s.
transient parameters
61000-4-34 Voltage dips and interruption g.a — — — —
a  Applicability explanation:
n.i.s. = not an immunity standard
g.a. = generally applicable except in special cases
g.n.a. = generally not applicable except in special cases
may = may be applicable in certain circumstances.
(=) means not applicable.
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Please report on ONE STANDARD and
ONE STANDARD ONLY . Enter the exact
number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

Please tell us in what capacity(ies) you
bought the standard (tick all that apply).
| am the/a:

purchasing agent a
librarian a
researcher a
design engineer d
safety engineer a
testing engineer d
marketing specialist (

| work for/in/as a:
(tick all that apply)

manufacturing EI
consultant a
government A
test/certification facility d
public utility a
education a
military A

This standard will be used for:
(tick all that apply)

general reference

product research

product design/development
specifications

tenders

quality assessment
certification

technical documentation
thesis

manufacturing

Lol udodo

This standard meets my needs:
(tick one)

not at all
nearly
fairly well
exactly

Codood
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If you ticked NOT AT ALL in Question 5
the reason is: (tick all that apply)

standard is out of date a
standard is incomplete a
standard is too academic a
standard is too superficial a
title is misleading d
I made the wrong choice a

Please assess the standard in the
following categories, using

the numbers:

(1) unacceptable,

(2) below average,

(3) average,

(4) above average,

(5) exceptional,

(6) not applicable

timeliness ..o,
quality of Writing...........ccoeeiviiiiininins
technical contents..............coooieiiin,
logic of arrangement of contents ..........
tables, charts, graphs, figures...............
Other ..o

| read/use the: (tick one)

French text only
English text only
both English and French texts

LoD

Please share any comment on any
aspect of the IEC that you would like
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La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer

gue nous continuons a répondre a votre attente, nous avons besoin de quelques
renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant
pour répondre au questionnaire ci-apres et de nous le retourner par fax au

+41 22 919 03 00 ou par courrier a I'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientele (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembeé

1211 Genéve 20

Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
a la Normalisation Internationale.
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Q1

Q2

Q3

Q4

Veuillez ne mentionner qu'UNE SEULE
NORME et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)

En tant qu’acheteur de cette norme,
guelle est votre fonction?

(cochez tout ce qui convient)

Je suis le/un:

agent d’'un service d’achat a
bibliothécaire a
chercheur a
ingénieur concepteur d
ingénieur sécurité (N
ingénieur d’essais a
spécialiste en marketing a
AULTE(S) ev i

Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

dans l'industrie |
comme consultant |
pour un gouvernement |

pour un organisme d’essais/
certification

dans un service public
dans I'enseignement
comme militaire
AULTE(S) e evn e

Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence

une recherche de produit

une étude/développement de produit
des spécifications

des soumissions

une évaluation de la qualité

une certification

une documentation technique

une thése

la fabrication

AULTE(S) er i

coodoodoodoo
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Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Cette norme répond-elle a vos besoins:
(une seule réponse)

pas du tout
a peu pres
assez bien
parfaitement

oooo

Si vous avez répondu PAS DU TOUT a

Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes:

(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d’'étre révisée EI
la norme est incompléte d
la norme est trop théorique a
la norme est trop superficielle d
le titre est équivoque a
je n’ai pas fait le bon choix d
AULFE(S) wveereeie e

Veuillez évaluer chacun des critéres ci-
dessous en utilisant les chiffres

(1) inacceptable,

(2) au-dessous de la moyenne,

(3) moyen,

(4) au-dessus de la moyenne,

(5) exceptionnel,

(6) sans objet

publication en temps opportun ..............
qualité de la rédaction.............cc.cceeennee.
contenu technique ..............ooovini,
disposition logique du contenu..............

tableaux, diagrammes, graphiques,
figUreS ..

AULIE(S) vveviiiiiie i

Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniguement le texte frangais
uniquement le texte anglais
les textes anglais et francgais

O oo

Veuillez nous faire part de vos
observations éventuelles sur la CEl:
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